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    走査型電子顕微鏡を用いて各種部材の表面構造が解析できます 

走査型電子顕微鏡（SEM）とエネルギー分散型 X 線分析（EDS）による解析  
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概  要 

 

各種部品に不具合が生じたとき、原因究明の主役になるのが SEM+EDS で

す。SEM で微小部分を観察しながら、気になる場所があれば、EDS を用い、 

その表面成分を分析できます。このように SEM+EDS 解析技術は不良原因の

究明や材料の研究開発等において大変役立つ評価技術である。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

表面観察は実体顕微鏡等の光学顕微鏡も可能ですが、倍率があげられず、解

像度も低いため、光学顕微鏡の苦手とするところです。また、表面の色の相違

は観察できても、その成分を分析することはできない。 

本技術の 

有用性 

本評価技術では簡単に、部材表面の観察及び成分分析ができる。たとえば、

太陽光パネルの観察事例を以下に示すが、パネルの表面はピラミッド状のテク

スチャ構造である（図-1 参照）。また、その断面は基板、樹脂層等の層状構造

をとっており、その成分も EDS により容易に分析できる（図-2 参照）。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図-1 SEM 解析結果＞         ＜図-2 EDS 線分析結果 ）＞                   

適用可能製品 
異物・析出物の観察・解析、非導電性材料の表面微細構造観察、結晶粒径分

布解析、積層構造材料の断面観察及び組成分布観察 等 
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